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MAKALE BILGISI 0z

Makale Tarihi Giiniimiizde tahillarin nem igerigini belirlemede elde tasinabilen bir¢ok
Alimis, 24 Kasim 2023 farkli tip portatif nem 6l¢iim cihazlarimin piyasada yaygin bir sekilde
Revize, 23 Ocak 2024 kullanildigr goriilmektedir. Bu cihazlarin dogruluk ve hassasiyetlerinin
Kabul, 12 Subat 2024 belirlenmesi ve bu degiskenler {izerindeki etkili faktorlerin arastirilmas,
Online Yayinlama, 01 Nisan 2024 cihazlarin kalibrasyonu ve performanslarinin artirilmasina 6nemli oranda
AnahtarKelimeler katk1 saglayacaktir. Bu caligmada, Tiirkiye piyasasinda yaygin olarak

o kullanilan baz1 tahil nem 6l¢iim cihazlarinin, tane misirin farkli nem 6lgtim
Misir, Tahil nem 6lgiim cihazi, araliklarindaki dogruluk ve hassaslik dereceleri aragtirilmistir. Bu amagla,
Dogruluk, Hassasiyet iic farkl ticari nem olgiim cihazi (KETT PM-450 Dokmeli, Wile-55
Sikmali, Pfeuffer HE Lite Kirmali) tane musirin farkli nem igerigi
araliklarinda (%11-12, %16-17, %19-22, %23-25, %27-29 ve %30-31y.a.)
denenmistir. Bu 6l¢im cihazlarindan elde edilen verilerin dogruluk ve
hassaslik dereceleri, referans firin yontemi kullanilarak test edilmistir.
Calisma sonuglari, tane musirin farkli nem igerigi seviyelerinde aletlerin
dogruluk ve hassasiyet derecelerinin farkli oldugunu gdstermistir. Tane
musirin %11-31 nem igerigi araligindaki yapilan 6lgiimlerde PM 450
cihazinin 6l¢im degerleri ile referans firin 6lgiim degerleri arasindaki en
diistik fark, bagka bir ifadeyle cihaz dlglimlerinin en dogru oldugu {iriin
nem icerigi araligr % 21-23 (y.a.) olarak belirlenirken, Wile 55 6l¢iim
cihazinin 6l¢timlerinin en dogru oldugu iiriin nem igerigi araligl % 14-15
(v.a.) ve Pfeuffer HE Lite Kirmali nem 6l¢iim cihazinda %11-12 olarak
belirlenmistir.
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ARTICLE INFO ABSTRACT

Article History Nowadays, many different types of portable moisture meters are widely
Received, 24 November 2023 used in the market to determine the moisture content of grains.
Revised, 23 Jenuary 2024 Determining the accuracy and sensitivity of these devices and investigating
Accepted, 12 February 2024 the factors affecting these variables will significantly contribute to the
Available Online, 01 April 2024 calibration and performance of the devices. In this study, the accuracy and
Keywords precision of some grain moisture meters, which are widely used in the

Turkish market were investigated in different moisture measurement
ranges of corn grains. For this purpose, three different commercial grain
moisture meter (KETT PM-450, Wile-55 Press, Pfeuffer HE Lite Crushed)
were tested to measure the moisture content of corn in different moisture
content ranges (11-12%, 16-17%, 19-22%, 23-25%, 27-29% and 30-31%
w.b.).The accuracy and precision of the data obtained from these grain
moisture meters were tested using the reference oven method. The results
obtained in the study showed that the accuracy and precision of the grain
moisture meters were different at different moisture content levels of corn
kernels. In the 11-31% moisture content range of corn kernels, the lowest
difference between the measurement values of the PM 450 moisture meter
and the reference oven, in other words, the corn moisture content range in
which the moisture meter measurements are most accurate, was determined
as 21-23% (w.b.), while the most accurate measurement was obtained as
14-15% (w.b.) and 11-12% (w.b.) in the Wile 55 and the Pfeuffer HE Lite
moisture meter, respectively.

Corn, Grain moisture meter,
Accuracy, Precision

1. GIRIS

Gerek diinyada ve gerekse Tiirkiye’de yaygin bir sekilde iiretimi gergeklestirilen tarimsal
triinler arasinda ilk siralarda yer alan musir bitkisinin (Zeamays L.) hem gida hem de yem sanayi
sektoriindeki degerinin biiyiik olmasi son yillarda yetistiriciliginde de 6nemli miktarda artis meydana
getirmistir [1,2]. Misir yetistiriciligindeki bu artis, misirin hasat, hasat sonrasi uygulanan iglemler,
depolama ve pazarlama gibi {iretim asamalarinda énemli kalite ve fiyat gdstergesi olarak goz oniinde
bulundurulan nem igeriginin dogru ve hizli bir sekilde belirlenmesinin 6nemini ortaya ¢ikarmistir [3].
Tane musirdaki nem miktarinin artmasiyla fiyatinda diisiisiin meydana gelmesi, 6zellikle alim — satim
esnasinda misirin nem igeriginin géz oniinde bulundurularak fiyatlandirma yapilmasi hem {iiretici hem

de alic1 agisindan dogru ve hizli bir sekilde nem igeriginin belirlenmesinin 6nemini artirmigtir [4, 5, 6].

Giiniimiize kadar tarimsal iiriinlerin nem igeriginin belirlenmesinde bir¢ok farkli yontemin
gelistirilmis oldugu goriilmektedir. Bu yontemler genel olarak, dogrudan ve dolayli yontemler olmak
lizere iki sekilde siniflandirilmaktadirlar [5, 7, 8,9]. Uriin igerisindeki suyun buharlastirilarak veya
kimyasal etkilesimle uzaklastirma yontemine dayanan dogrudan dlglim yontemleri arasinda en yaygin
kullanilan firin (kurutma) yonteminde tahilin nem igerigi, 6rnekteki su miktarinin tanimlanmus bir siire
boyunca sabit bir sicaklikta buharlagtirilmas1 sonucu meydana gelen agirlik kaybi ilkesine gore
belirlenmektedir [4, 5, 7, 9]. Gravimetrik nem 6l¢iim yontemi olarak da ifade edilen firin kurutma

yontemi genellikle diger dolayli nem Ol¢iim yontemlerinin kalibrasyonunda referans nem odl¢iim
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yontemi olarak kullanilmaktadir. Uluslararasi Standart Orgiitii (ISO) tarafindan iiriin gesitlerinin nem
igerigini belirlemede kullanilan ¢ok sayida standardin gelistirilmis oldugu gériilmektedir [6]. Gelistirilen
bu standartlar arasinda ASAE S352 standardinda belirtilen kurutma sicaklig: ve siirelerinin, Karl Fischer
nem belirleme yontemiyle en iyi uyumu saglayacak sekilde segilmis oldugu ifade edilmektedir [10].
Standart firin kurutma yontemi oldukca hassas olmasina ragmen fazla zaman almasi, zahmetli olmasi,
son iriiniin tekrar kullanilamamasi ve iiriin neminin izlenmesine olanak vermemesi gibi birgok
dezavantajli yonleri bulunmaktadir [4, 5, 7, 9]. Bu nedenle tiriiniin nem igerigini hizl ve kolay bir sekilde
Olciim yapabilen ve iirlin neminin izlenmesine olanak saglayan bircok dolayli nem 6l¢iim yontemi
gelistirilmistir. Dolayli nem 6l¢iim yontemlerinde, {iriindeki nem miktarina bagli olarak {iriiniin belli
fiziksel ve fiziko-kimyasal 6zelliklerinin degisimleri esas alinmaktadir. Bu fiziksel 6zellikler arasinda
optik, elektrik veya dielektrik gibi ozelliklerin tahillarin nem igerigini belirlemede en yayin olarak
kullanilan 6zellikler oldugu goriilmektedir. Giiniimiizde tahilin elektriksel 6zelliklerinden yararlanilarak
nem igerigini belirlemede kullanilan bir¢ok cihaz bulunmaktadir. Bu cihazlar tahillarin nem igerigini
hizli bir sekilde belirleyebilmesine ragmen, ¢evresel kosullardan etkilendikleri igin hassasiyetleri ve
dogruluk dereceleri diisiik olabilmektedir. Ornegin, tahil nem igerigi seviyesi ok yiiksek olmasi (%20-
25'in tizerindeki nem igeriginde olmasi), piyasada mevcut bu nemolgerler ile 6lgtimiin bu aletlerin
dogrulugu ve hassasiyetini 6nemli 6l¢lide azaltabilecegi ifade edilmektedir [5]. Ayrica, iriinlerin
elektriksel ozelliklerinin iiriin tipi, sekli, sicakligi, frekansi, nem igerigi ve elektriksel iletkenlik
agisindan farklilik géstermesi, bu cihazlarin ¢aligma performanslarini 6nemli derecede etkilemektedir
[3, 11]. Tahillarin nem Sl¢iimiinde kullanilan cihazlarin tane misirin nem igeriginin 6l¢iimii esnasindaki
dogruluk derecelerini arastiran Hurburgh et al. [12], tahillarin dielektrik 6zellikleriyle ilgili ¢alismalarin
nem &lgtim cihazlarimin dogrulugunu gelistirmesinde ve nem 6Glgerlerin kalibre edilmesinde 6nemli bir
yere sahip oldugunu ifade etmislerdir. Hurburgh et al.[13], Oluwaranti and Ajayi [14], Hossain et al.[15],
Putri et al.[16] gibi birgok arastirici tahillarin nem igerigini belirlemede elde tagabilen portatif farkli
tip kapasitif tip nem O6l¢iim cihazlarinin piyasada yaygin bir sekilde kullamldigini ifade ettikleri
caligmalarinda, bu cihazlarin dogruluk ve hassasiyetlerinin belirlenmesi ve bu degiskenler tizerindeki
etkili faktorlerin arastirilmasinin, cihazlarin kalibrasyonu ve performanslarinin artirilmasina 6nemli

oranda katki saglayacagini vurgulamislardir.

Bu calismanin amaci, Tiirkiye piyasasinda yaygin olarak kullanilan bazi tahil nem 6lgiim
cihazlarinin tane musirin farkli nem igerigi araliklarindaki dogruluk ve hassaslik derecelerini

belirlemektir.

47



Y.Acun ve S.Giirsoy / Dicle Universitesi Fen Bilimleri Enstitiisii Dergisi 13(1) (2024) 45-54

2. MATERYAL VE METOT

Bu calisma, 2023 yilinda Dicle Universitesi Ziraat Fakiiltesine ait laboratuvarlarda
yiriitilmistir. Calismada deneme materyali olarak Diyarbakir’da musir iireticilerinden temin edilen
Pioneer 2105 musir ¢esidi kullanilmistir. Kullanilan tane musir 6rneklerinin ilk nem igerigi, ASAE
S352.2 standardina gore %11-12 arasinda tespit edilmistir [17]. Bu amagla, tane musir yigiindan
yaklagik 15 gramlik ii¢ 6rnek, 103°C’de yaklagik 72 saat sicak hava akigh etiivde kurutulmustur.
Kurutma sonrasi 6rneklerin agirliklari tartildiktan sonra nem igerikleri yiizde yas agirlik esasina (% y.a.)

gore asagidaki esitlik kullanilarak hesaplanmistir [18].

My = (7(W1V;1W2)) £100 (1)

Buradaki esitlikte;
Mya: Uriiniin Nem igerigi (%y.a.),
Wi: Uriiniin ilk agirhg, g

W,: Uriiniin kurutma sonras1 agirligi, g

Tane musirin farkli nem seviyelerinin (%11-12, %16-17, %19-22, %23-25, %27-29, % 30-31
y.a. ) cihazlarin dogruluk ve hassasiyet derecelerine etkilerini belirlemek amaciyla higroskopik olarak
istenilen nem degerlerine kosullandirilmiglardir. Bu amagla 6rneklerin {izerine denklem 2’deki esitlik
kullanilarak hesaplanan distile su ilavesi yapildiktan sonra 6rnekler sizdirmaz plastik bir torba igerisine

konulmus ve soguk hava deposunda +4 °C’de 15 giin bekletilmistir[19].

_ ( (My — M) 2

= m)*wl

Buradaki esitlikte;

W: Istenilen nem seviyesini elde etmek igin 6rnege eklenmesi gereken su miktari, g
M: Istenilen nem seviyesi, % y.a.

M;i: Ornegin mevcut nem igerigi, %y.a.

Wi: Ornek agirhigi, g

Istenilen nem seviyesine ulastirilan musir tanelerinin boyut, hacim agirligi, 100 tane agirlig1 bazi

ozellikleri 6lgiilerek Tablo 1°de verilmistir.

Denemelerde Tiirkiye’de piyasasinda tahillarin nem igeriginin belirlenmesinde yaygin bir
sekilde kullanilan KETT PM-450, Wile-55 Sikmali, Pfeuffer HE Lite Kirmali tip portatif nemolgerler

kullanilmigtir. Kullanilan bu nem 6l¢tim cihazlart Sekil 1°de goriilmektedir. Kapasitans (dielektrik)
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prensibiyle 50 MHz’de 6l¢lim yapan PM 450 nem 06lglim cihazi, haznesine dokiilen 28 ¢esit tahilin
nemini %1 ile %40 araliginda 6l¢ebilmektedir. Wile 55 sikmali nem 6l¢lim cihazi,15 farkli hububatin
nemini %8-35 araginda Glgebilmektedir. Cihazin 6l¢iim metodu; malzemenin alternatif akim direnci
(kapasitans) Ol¢limiine dayanir. Cihaz, 6l¢glim degerini, 6lglim cihazinin bellegine programlanmig bir
doniistiirme 6lcegi yardimiyla bir nem degerine doniistiiriir. Bu cihazda 6l¢iim esnasinda en iyi dogruluk
ve tekrarlanabilirlik diizeyini elde etmek i¢in tahil numunesinin birlestirilmesi amaciyla sikistirma
islemi uygulanmaktadir. Pfeuffer HE lite kirmali nem Olger; tane misirin nem igerigini % 8 ile 45
araliginda Olcebilmektedir. Pfeuffer HE lite kirmali 6l¢im metodu, ezip ve parcaladigi tahil
numunesinin iletkenligini ve sicakligini 6lgme esasina dayanmaktadir. Cihaz, bu o6l¢iim degerini
bellegine programlanmis esitlik yardimiyla nem degerini hesaplamaktadir. Olgiimler, cihazlarm

kullanim kilavuzlarinda belirtilen esaslara gore yapilmistir.

Tablo 1. Calisilan nem igerigi araliklarindaki musir tanelerinin boyut, hacim agirligi, 100 tane agirhig

Uriin nem icerigi, Boyut, mm Hacim agirhigi, 100 tane agirligi,
%y.a. Uzunluk Genislik Kalmlik gcm’ g
11-12 12.73+1.11  7.88+0.70  4.81+0.98 0.763+0.07 36.75+1.79
16-17 12.79+£1.35  8.03+0.94  4.88+0.74 0.731+0.003 41.45+1.85
19-22 12.88+1.99  837+0.97 4.91+0.58 0.666+0.008 42.10+1.62
23-25 12.95+1.40  8.74+1.32  5.17+1.59 0.644+0.012 45.10+2.01
27-29 12.97+1.19  8.81+0.97  5.22+0.83 0.637+0.020 46.95+2.70
30-31 13.58+1.11  8.88+0.97 5.41+1.01 0.632+0.013 47.73+2.16

(a) (b)

Sekil 1. Denemelerin yiiriitilmesinde kullanilan tahil nem élgiim cihazlari; (a)KETT PM-450, (b) Wile-55
Stkmali, (C) Pfeuffer HE Lite Kirmali

Olgﬁmlerin yapildig1 her nem seviyesindeki (%11-12, %16-17, %19-22, %23-25, %27-29, %
30-31 y.a.) denemeler tesadiif parselleri deneme desenine gore dort tekrarlamali olarak yiriitiilmiistiir.

Cihazlarin dogruluk dereceleri, cihazin dl¢lim degeri ve referans firin 6lgiim degerleri arasindaki fark
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g6z oOnlinde bulundurularak belirlenmistir. Cihaz ve firin 6l¢iim degerleri arasindaki farkin kiigiik
olmasi, cihazin dogru dl¢iim yaptigr anlamina gelmektedir. Cihazlarin hassasiyetlikleri, her nem
seviyesindeki Olglim tekrarlamalarinin standart sapmasi hesaplanarak belirlenmistir. Standart

sapmasinin diisiik olmasi, hassasiyetlik derecelerinin yiiksek oldugu anlamina gelmektedir.

Verilerin degerlendirilmesi ve grafiklerin ¢izimi icin MS Office Excel programi kullanilmustir.

3. ARASTIRMA BULGULARI

Firin nem o6lglim yontemi ve tahil nem 6l¢im cihazlarinin tane misirin farkli nem igerigi
araliklarindaki ortalama oOlglim degerleri ve standart sapmalari Tablo 2’de verilmistir. Tablo 2
incelendigi zaman, PM 450 cihazinin ortalama 6l¢iim degerlerinin diisilk nem igerigi araliklaridaki
referans firin 6l¢tim degerlerinden daha yiiksek, yliksek nem igerigi araliklarinda ise daha diisiik olurken,
Wile 55 sikmali ve Pfeuffer HE Lite Kirmali cihazlarinda ise yiiksek nem igerigi aralifindaki 6l¢tim
degerlerinin referans firm 6lgiim degerlerinden daha yiiksek oldugu goriilmektedir. Uriin nem igeriginin
%30’dan yiiksek olmas1 durumunda Wile 55 sikmali 6l¢iim cihazinin hata verdigi (6l¢iim yapamadigi)
gdzlemlenmistir. Olgiim cihazlarinin hassasiyetlerinin (standart sapmalar1) {iriin nem igerigiyle degisimi
incelendigi zaman, iiriin nem igerigindeki artigla, aletlerin standart sapmalarinin yiikseldigi diger bir
ifadeyle hassasiyetliklerinin azaldigi Tablo 2’de gorilmektedir. Aletlerin hassasiyetlikleri
karsilastirildiginda ise, Pfeuffer HE Lite Kirmali 6l¢iim cihazinin hassasiyetlik derecesinin en yiiksek,

Wile 55 sikmali 6l¢iim cihazinin ise en diisiik oldugu gézlemlenmistir.

Tablo 2. Tahil nem 6l¢lim cihazlarinin tane misirin farkli nem igerigi araliklarindaki ortalama 6l¢iim degerleri ve
standart sapmalari

Ornegin nem igerik Nem igerigi, % (y.a.)
arahgi, % (y.a) Firin PM 450 Wile 55 sikmali Pfeuffer HE Lite Kirmali
Ortalama SD  Ortalama SD  Ortalama SD Ortalama SD

11-12 11.50 0.08 13.20 0.22 11.42 0.33 12.50 0.10
16-17 16.18 0.13 18.60 0.30 16.15 0.46 17.28 0.10
20-21 21.35 0.19 22.00 0.65 22.18 1.26 22.28 0.37
24-25 24.00 0.16 24.70 0.65 27.70 1.25 26.44 0.42
28-29 28.37 0.45 26.80 0.95 34.43 1.33 30.90 0.45
30-31 30.80 0.17 29.05 0.95 - - 32.79 0.79

Calismada kullanilan tahil nem 6lgtim cihazlarinin dogruluk derecelerinin, tane misirin nem
icerigine gore degisimi Sekil 2’de verilmistir. Tane misirin %11-31 nem igerigi araligindaki yapilan
6l¢iimlerde PM 450 cihazinin dl¢lim degerleri ile referans firin 6l¢iim degerleri arasindaki fark +%1.92
ile -%2.62 (y.a) arasinda degismistir. Nem igeriginin %21°den diisiikk oldugu tane misir 6rneklerinin
nem igeriginin belirlenmesi esnasinda referans firin yontemine gore cihazin dl¢iim degerlerinin daha
yiiksek oldugu, nem icerigi %21’den yliksek olan o6rneklerin dl¢limiinde ise cihazin 6l¢iim degerlerinin
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referans firin 6l¢lim degerlerinden daha disiik oldugu Sekil 2 (a)’da goriilmektedir. Bu cihazin 6l¢iim
degerleri ile referans firin Olglim degerleri arasindaki en diisiik fark, baska bir ifadeyle cihaz
6l¢iimlerinin en dogru oldugu {irlin nem igerigi araligi ise % 21-23 (y.a.) olarak belirlenmistir. Benzer
sekilde, Hurburgh et al. [12], iiriin nem igeriginin tahil nem 6l¢im cihazlarinin dlgiim degerleri tizerinde
onemli bir etkiye sahip oldugunu, iiriin nem igeriginin %15-20 (y.a.) arasinda oldugu Olgiimlerde

cihazlar ile referans firm 6lgiim degerleri arasindaki farkin en az oldugunu gézlemlemislerdir.

Wile 55 tahil nem 6l¢iim cihazi ile yapilan 6lgiimlerde, misirin nem igerigi yas agirlik esasina
gore %11-12 dolaylarinda oldugunda cihazin Olgiim degerleri ile referans firin 6lgiim degerleri
arasindaki fark -%1’den diisiik iken, %27-28’lik nem icerigine sahip drneklerde ise %6 (y.a.)’dan fazla
oldugu Sekil 2 (b)’de goriilmektedir. Yapilan regresyon analiz sonucunda misirin nem igerigi ile cihazin
Ol¢lim dogrulugu arasindaki iliski 6nemli bulunmus ve iriiniin nem igerigindeki artiginin cihaz ile
referans firm 6l¢iim degerleri arasinda meydana getirdigi farktaki artis oranina iliskin gelistirilen iligki
R?=0.7367 ile Y=0.3642X-5.2894 olarak hesaplanmistir. Bu cihazin lgiimlerinin en dogru oldugu iiriin
nem igerigi araligi ise % 14-15 (y.a.) olarak belirlenmistir. Hurburgh et al. [13] nem igerigi %25’in
tizerinde olan musirin neminin yaklasik olarak 5 birim eksik tahmin edilmesinin depolama esnasinda
ciddi bir tehlike olusturacagini ifade etmektedirler. Bu ¢alismadan elde edilen sonuglar, Wile 55 tahil
nem Olc¢lim cihazinin kalibrasyonun yapilmadan %20 (y.a) lizerinde nem icerigine sahip misirin nem

iceriginin saglikli bir sekilde 6l¢iilemeyecegini gostermektedir.

y =-0,0097x2 +0,1801x + 1,1153 7.0 y = 0,3642x - 5,2894 40

X 207 R2=0,7643 © R?=0,7367 ** a
£3 ¢ £> 60 > 35 ¥ = 0,0848x - 0,0942
2 20 i 22 =R R?=0,7281
c o ] £¢ 50 2 £ 30 .
=5 10 . . =8 3% .
= 2 e Lz 40 5§ 25 e %
53 00 Ll 5T A §E b |
SE Y v = T " B E oag 22 20
S @ 10 20 *. 36 40 © B . -5

8 o, £ . 3 .
E§-10 . EG 85 15 .
g .. ez 20 s e T e
Z5 =2 e =) L
§820 .. 8.8 10 wd 10 P |
o z e n g b . T £
S g 30 9 E 00 i : £3 05

k = ’ : o
=3 ) 10w L 30 a0 &¢ go
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50 J Firin glctm yontemine gore tane misinn nem 5p | Finn élglim ybntemine gore tane misinn nem Finn élglim yntemine gére tane misinn nem
" icerigi degerleri, % ya e icerigi degerleri, % v.a icerigi degerler, % y.a
(a) (b) (c)

Sekil 2. Calismada kullanilan tahil nem él¢giim cihazlarinin dogruluk derecelerinin, tane misirin nem igerigine
gore degisimi
Pfeuffer HE Lite Kirmali tahil nem 6l¢iim cihazinda ise, tane misirin %11-31 nem igerigi
araligindaki yapilan dl¢limlerde cihazin 6l¢iim degerleri ile referans firin 6l¢iim degerleri arasindaki fark
+9%0.96 ile +%2.45 (y.a) arasinda degismistir (Sekil 2 (c)).Yapilan regresyon analiz sonucunda misirin
nem igerigi ile cihazin 6l¢lim dogrulugu (cihaz ile referans firin 6l¢tim degerleri arasindaki fark) arasinda

dogrusal bir iliski (Y=0.0848X- 0.0942)’nin oldugu gériilmiistiir. Olgiilen verilerin %73 iinii temsil
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(R2=0.7281) edecek sekilde gelistirilen esitlige gore lirliniin nem igerigindeki 1 birimlik artigin cihaz ile

referans firin 6l¢lim degerleri arasindaki farki 0.08481ik bir miktarda artirdigi tahmin edilmektedir.

4. SONUCLAR

Bu ¢aligmada, Tiirkiye piyasasinda yaygin olarak kullanilan ii¢ farkli ticari nem 6l¢iim cihazinin
(KETT PM-450, Wile-55 Sikmali, Pfeuffer HE Lite Kirmali) tane musirin farkli nem igerigi
araliklarindaki (%11-12, %16-17, %19-22, %23-25, %27-29 ve %30-31y.a.) dogruluk ve hassaslik
dereceleri referans firin yontemi kullanilarak test edilmistir. Calisma sonucunda, 6lg¢iim cihazlar ile
referans firin 6l¢iim degerleri arasindaki fark (cihazlarin dogruluk dereceleri)’in tane misirin nem
icerigiyle degisiminin cihaz tiplerine gore farkli oldugu goriilmiistiir. Ayrica, iiriiniin nem igeriginin
artistyla cihazlarin hassasiyetlerinin azaldigr gozlemlenmistir. Tane misirin %11-31 nem igerigi
araligindaki yapilan 6l¢iimlerde PM 450 cihazinin 6l¢iim degerleri ile referans firin 6l¢iim degerleri
arasindaki en diisiik fark, bagka bir ifadeyle cihaz 6l¢iimlerinin en dogru oldugu {iriin nem igerigi aralig
%21-23 (y.a.) olarak belirlenirken, Wile 55 6l¢iim cihazinin 6lgiimlerinin en dogru oldugu iiriin nem
icerigi araligt % 14-15 (y.a.) ve Pfeuffer HE Lite Kirmali nem 6l¢iim cihazinda %11-12 olarak
belirlenmistir. Sonug olarak, tahillarin nem igerigini belirlemede kullanilan bu cihazlarin farkli nem
diizeylerindeki triinlerin nem igerikleri dogru ve hassas olarak 6lgebilecek sekilde kalibre edilmelerinin

oldukc¢a 6nemli oldugu goézlemlenmistir.
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